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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-2: Dispositifs optoélectroniques —
Valeurs limites et caractéristiques essentielles

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale isatioQ composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d € . objet de

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normaNsati dans\es \Jomraines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités ie_des NogmesN\nternationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels QIrité\national iptéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve on\gouverfnementales, en

2) &cisi ici i & 9 Rrésentent, dans la mesure

3) . lls sont publiés
omités nationaux.
4) de la CEIl s'engagent a appliquer de
internationales de la CEl dans leurs normes
€ de a CEl et la norme nationale ou régionale
ere.
5) ‘a fixé edurs juage copame indication d’approbation et sa responsabilité
& \ 3 une de ses normes

6) L’attention est attirée syr te_fai émerts de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits & N droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de 2 propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internatic C 5-2 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélectronique a iMagerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

semiconducte

Elle doit étre lue conjgintement avec la CEI 60747-1, la CElI 62007-1 et la CEl 62007-2.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEl 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniguement a titre d'information.

L'annexe B fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-2: Optoelectronic devices —
Essential ratings and characteristics

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory Work International, governmental apd ™ e
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté itk Intergational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete B

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techhical( m

3) The documents produced have the form of xeco

4) In order to promote international unificatio,

5) The IEC provides no mrk|n proce

6) Attention is drawn4Q the
of patent rights. @ C

It should be read jotrtly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of this standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

Annex B forms an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-2: Dispositifs optoélectroniques —
Valeurs limites et caractéristiques essentielles

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEl 60747 donne les valeurs limites et caractéristigies essentielles des
catégories et sous-catégories suivantes de dispositifs optoélectronigue i

destinés a étre utilisés dans le domaine des systémes et sous-systé a fibxes\optiques

Photoémetteurs a semiconducteurs, y compris
. diodes électroluminescentes;

. diodes émettrices en infrarouge;

. diodes laser et modules & diodes laser;

— Détecteurs photoélectriques a semiconducteurs, P
. photodiodes;

. phototransistors.
— Dispositifs photosensibles & semicondiicte

— Dispositifs a semiconducteurs utilisant ra
interne, y compris:

. photocoupleurs, optocq
2 Références nirm ati
Les documents norm

aux accords
possibilité

gt optique pour leur fonctionnement

s de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés a
a usage général analogue, reliés a un réseau

usage domestique ot
CEIl 60068-2-1:1990, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais A: Froid
CEIl 60068-2-2:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais B: Chaleur seche

CEIl 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 60068-2-6:1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEl 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai N: Variations de
température

CEIl 60068-2-17:1994, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai Q. Etanchéité
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-2: Optoelectronic devices —
Essential ratings and characteristics

1 Scope

This part of IEC 60747 gives the essential ratings and characteristics o
categories or subcategories of optoelectronic devices which are not intehdedto b
field of fibre optic systems or subsystems:

the following
used in the

Semiconductor photoemitters, including:
. light-emitting diodes (LEDSs);

. infrared-emitting diodes (IREDs);

. laser diodes.

Semiconductor photoelectric detectors, including:

. photodiodes;
. phototransistors.

Semiconductor photosensitive devices
Atio

internal operation, including:

The following n provisions which, through reference in this text,
constitute provisions 0 747. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All norp subject to revision, and parties to agreements based
on this part of | yaged to investigate the possibility of applying the most
recent editions~af t documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-17: 1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
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CEI 60068-2-27:1987, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai Ea et guide: Chocs

CEIl 60068-2-30:1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai Db et guide: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEIl 60306-1:1969, Mesures des dispositifs photosensibles — Partie 1: Recommandations
fondamentales

CEl 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEIl 60695-2-2:1991, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d’essai — Section 2:
Essai au braleur-aiguille

CEIl 60747-5-1:1997, Dispositifs discrets a semiconducteurs et circujts Partie 5-1:
Dispositifs optoélectroniques — Généralités

CEl 60747-5-3:1997, Dispositifs discrets a semiconducteurs € 1S Partie 5-3:
Dispositifs optoélectroniques — Méthodes de mesure

Diodes électroluminescentes
(a I'exclusion des dispositifs pour systemes ou sous Pres optiques)

3.1 Type

Diodes électroluminescentes a températd
spécifiée.

spécifiee ou a température de boitier

3.2 Matériau semicondué

3.4.3 Identification d
le boftier.

es bornes et indication d'une connexion éventuelle entre une borne et

3.5 Valeurs limites (systéeme des limites absolues) dans la gamme des températures de
fonctionnement, sauf indication contraire

3.5.1 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).

3.5.2 Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boftier, minimale et maximale
(Tamb ou Tcase)'

3.5.3 Tension inverse maximale (Vg)

NOTE — Non applicable aux dispositifs @ deux diodes connectées anode-cathode et cathode-anode.

3.5.4 Courant direct continu maximal (/) a une température ambiante ou de boftier
de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction.
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IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60306-1:1969, Measurement of photosensitive devices — Part 1: Basic recommendations

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 60695-2-2:1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test

IEC 60747-5-1:1997, Discrete semiconductor devices and integratea Part 5-1:
Optoelectronic devices — General

Optoelectronic devices — Measuring methods

3 Light-emitting diodes
(excluding devices for fibre optic systems or,

3.1 Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting

3.2 Semiconductor material

Gallium arsenide-phosphite
3.3 Colour

3.4 Details of 0
3.4.1 IEC and/o

3.4.2 Meth

3.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

3.5.1 Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).
3.5.2 Minimum and maximum operating ambient or case temperature (T OF T.age)-

3.5.3 Maximum reverse voltage (VR).

NOTE - Not applicable to dual-diode devices connected anode-to-cathode and cathode-to-anode.

3.5.4 Maximum continuous forward current (/) at an ambient or case temperature of 25 °C
and derating curve or derating factor.
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3.5.5 S'ily alieu, courant direct de pointe maximal (/) & une température ambiante ou de
boitier de 25 °C, dans des conditions d'impulsions spécifiées.

3.6 Caractéristiques électriques

Pour les diodes multiples, les caractéristiques doivent étre données pour chaque diode. Pour
les applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent étre exigées.

Conditions a
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C, Notes Symboles Exigences

sauf indication contraire

3.6.1 Tension directe I spécifié (en continu ou Max.

en impulsions)

3.6.2 Courant inverse VR spécifié Max.
3.6.3 Intensité lumineuse le I spécifié (en continu ou
long de I'axe mécanique en impulsions)
défini
3.6.4 Longueur d'onde I spécifié (en continu ou Max.
d'émission maximale en impulsions)
3.6.5 Largeur de spectre de Valeur de la moitié de Max.

rayonnement (s'il y a lieu) [ I'émission maximale, I
ayant la valeur spécifiée
en 3.6.4

3.6.6 Temps de commutation Max.
(s'il'y a lieu)

3.6.7 Angle & mi-intensité Max.
(s'il'y a lieu)

e de graphique, l'intensité lumineuse typique en fonction de
s coordonnées polaires ou rectangulaires.

Diagramme donnant, sous forme de graphique, l'intensité lumineuse typique en fonction de
la longueur d'onde.

3.7.3 Informations mécaniques

Préciser les conditions de montage et de soudage, s'il y a lieu.
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